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Priloha k rozhodnutiu ¢. 078/8351/2020/1 a k Osved¢éeniu o akreditacii ¢. K-024 zo dia 15.01.2020

Priloha je neoddelitelnou stiéastou
uvedeného osvedcenia

Nazov akreditovaného subjektu:

Rozsah akreditacie

KONTROLTECH, s.r.o.

Stredisko kalibra¢nej sluzby a skiSobné laboratérium
Aredl ZTS &. 924, 018 41 Dubnica nad Vahom

Laboratérium s fixnym rozsahom akreditéacie.

Zavedené metody
=] wr r
= Druh me.radla, : Ro'zsweua Ostaine
2 meracieho Meraci rozsah neistota U/ Druh/Princi Oanateni Specifilacie
g prositicdlu (k=2) ruh/Princip znacenie )]
Dizka
pre delenie stupnice
0,01 a 0,02 : Avaci j
.Ul a 0,02 mm Porovnavacia mctgda, VDI/VDE/DGQ )
. . (1+22-1)pm pomocou koncovych v internom
1 Posuvné meradla do 2000 mm ; - : 5 2018 g it
pre delenie stupnice | mierok rovnobeznjch (MP-KT/06/97/01) laboratoriu
0,052a0,1 mm: a kontrolnych krazkov :
(28 + 0,8-L) um
(0,8 +0,8-L) um
strmenove
Mikrometrické BukiSaEas,
; G hlbkomery
meradla (strmefiove 24+ 041L)
mikrometre, gl MM porovnavacia metéda, | VDI/VDE/DGQ e
2 mikrometrické do 500 mm ——— pomocou koncovych 2618 ebratht
hibkomery, L fo,mf"t €03 | mierok rovnobeznych | (MP-KT/06/97/02)
mikrometrické =
hlavice) (0.6 +0,2-L) pm
mikrometre
s prizmatickymi
dotykmi
Mikrometrické dvoj- Porovnavacia metoda VDI/VDE/DGQ vinternom
3 a trojdotykové (3 az275) mm (1.4 +2,60L) um pomocou kontrolnych 2618 labaratéin
dutinomery krizkov (MP-KT/06/97/03)
(1,0 + 1,4-L) um
Mikrometrické rozsah do 1000 mm P RS VDI/VDE/DGQ R a—
4 ddpicty pevEed (25 fZ2 ot (1,2+12-L) pm omocou dizkomera 2k laboratoriu
skladacie somsakdes 000 | T (MP-KT/06/97/04)
mim
valCekové kalibre: (1,2 + 0,8 L) um
Medzné hladké do 300 mm valCekové kalibre,
kalibre, valcekoveé kontrolné mierky: kontrolné mierky
5 a strmenové, kontrolné do 1000 mm k strmen. mikromet. Priame n‘rneranie VDU\;?%/DGQ v internom
krizky, kontrolné strmenove kalibre pomocou dlzkomera , laboratoriu
mierky k strmefiovym do 500 mm (1,2 - 4’4}'[‘) km (MPKT/6/97/05)
. £ st strmenové kalibre,
mikrometrom kontrolné krazky: e
do 300 mm kontrolné krazky
. . 2 20
Zavitove kalibre E2+ 0.?, ) o : . VDI/VDE/DGQ x
oy 5 vonkajsi zavit Priame meranie v internom
6 pre vonkajsi a2 oroon 2.6+0.2-L omocou dizkomera 2618 laboratdriu
2 vniitarng 2hvit (26+02-L)um | p : (MP-KT/06/97/10)
viutorny zavit
p iren Porovnavacia metdda VDI/VDE/DGQ
7 miki??:;]r:etre do:200mm (0.8 +0,6-L) pm bafiloeol KGEoWEh 261 7 ¥ Naboratoriv,
P mierok rovnobeznych | (MP-KT/06/97/14)~] 57 el
o ) R VDI/VDE/DGG T
s | Nemeswstm | messam | 02sosnum | pemense | 12| e
ontrolu zavitov Pg (MP-KT/06/97412) _
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Priloha k rozhodnutiu ¢. 078/8351/2020/1 a k Osvedéeniu o akreditacii ¢. K-024 zo dna 15.01.2020

Priloha je neoddelitelnou sucastou

uvedeného osvedcenia

Zavedené metody

8 Druh meradla, Rozsirena 3
E meracieho Meraci rozsah neistota U Druh/Princi Oiuteni 3 ?csitf:ill?aliii o
= prostriedku (k=2) ruh/Princip znacenie p
1,2 um
delenie 0,01 mm VDI/VDE/DGQ
Ciselnikové 0,6 um Priame meranie 2618
9 odchylkomery do 100 delenie pomocou kalibratora STN 25 1802 v Internom
a induktivne snimace a4 RaR 0,002 a 0,001 mm éiselnikovych STN 25 1811 laboratoriu
dlzky 0,3 um odchylkomerov DIN 878
delenie 0,0005 (MP-KT/06/97/13)
20,0001 mm
= L2 Priame meranic
C]se']mkove delenie 0,01 a 0,02 sotiicesi kaliitors STN 25 1820 . ——
10 odchylkomery do 1,6 mm mm o7 A 7 iy DIN 2270 .-
St 5 &iselnikovych , laboratériu
packoveé 0,6 um : (MP-KT/06/97/14)
dElGHie0.001 fitt odchylkomerov
elenie 0,
Dutinomery (R6+1,8L) fm Porovnéavacia metoda VDI/'VDE/DGQ -
i i . pre 0,01 mm ' v internom
11 s ciselntkovym (0 az 300) mm 164261 pomocou kontrolnych 2618 T,
odchylkomerom s TO 0’01 ) b krazkov (MP-KT/06/97/15)
pre 0,001 mm
(22 +24-L) um
Zvinovacie metre rozsa}.ll‘r‘ljrl(?l 200 Pc(})rlfr)l\(;iz;agéi;gité%%a ani o) 1 v internom
12 e do 50 m - - TPM 0410-97 e
a meraéské pasma (24 + 24-L) um ¢iarkového pevného (MP-KT/06/97/16) aboratdriu
rozsah nad meradla
2 000 mm
+ G B .
Polomerové Sablony \E(]);liaj gel éél?;l%ﬁ; PHAILG e ST 22 3aln v internom
13 e : R (0,1 az 400) mm : pomocou mikroskopu ON 25 3812 o
vonkajsic a listkove BO+06L um | 7 fiorojektora | (MP-KT/06/97/17) |  12beratdriu
listkové sablony
metricky zavit — pre (1,0 + 0,4-L) pm
ST stiipanie zavitu stipanie zavitu
£avitons se_lb]?ny (0.4 a7 6,0) mm Priame meranie SIN a0 v internom
14 pre metricky Whitworthov zavit — (1,4 +0,2-L) um pomocou mikroskopu STN 25 4621 laboratoriu
a Whitworthov zavit A Pie o o M (MP-KT/06/97/18)
pre stipanie zavitu hlbka zavitu
(0,907 az 6,350) mm
Kuzelové kalib (1,0 +0,4-L) um STN 25 3305
5 e (])(\ie Ma MR kuzelovitost’ funkény priemer Priame meranie DIN 2221 v internom
n‘letnf: o __c’)fse, (1:3 az 1:30) 17/ 10 mm pomocou mikroskopu DIN 2222 laboratoriu
s S kuzePovitost (MP-KT/06/97/19)
VDI/VDE/DGQ
. . ) Priame meranie 2618 v internom
16 Kontrolnd valteky do 100 mm (0,6+0.4-L) hm pomocou dizkomera DIN 2269 laboratoriu
(MP-KT/06/97/20)
(2,0+0,1-L) um
5 o 4 5 3k4
17 Lliﬂi.og - ?k;,l?,r;.lerg 0.02 a3 5 L Priame n’}eranie STN 25 1670 v internom
b (0,02 82’5) mm (02+0,1-Lypm | pomocou dizkomera | (MP-KT/06/97/21) | laboratoriu
Sulim kalibragné folie
Kontrolné mierky v Priame meranie : .
; Ra (0,2 az 3.2) um Ra (0,03) um : DIN EN ISO 4287 v internom
18 k dotykovym pomocou dotykového - | L.
profilometrom Rz do 12 pm Rz (1.2) um profilometea (MP-KT/06/97/22) laboratoriu
lo | Porovnivacie vzorky | Ra(0,22a212,5)um Ra (0,04) um pmi‘;'s{r)ff d‘ggigliho DIN EN IS0 4287 | v internom
drsnosti povrchu Rz do 12 pm Rz (2.4) um profilometra (MP-KT/06/9712’34>.4)'_4_, g .7,-_:13})9173‘-9?'“1,- :
Ra Ra POZ‘zg‘c‘zf‘lCéfa‘l’;iffa DIN EN ISO 4288 o= 1
20 | Dotykové profilometre (0.2 az23.0) um (0,02} um dp . ‘ DIN EN ISO 4772 | laberatoriu a na"
rsnosti povrchu typu ) N e
Rz do 12 um Rz (1.4) um C (MP-KT/06/97165) amieste
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K-024 zo dna 15.01.2020
Priloha je neoddelitelnou sucastou
uvedeného osvedcenia

= Zavedené metody
2 Druh me.rad]a, ; Ro.zsu'ena Osintai
= meracieho Meraci rozsah neistota U e o $pecifikdcie
g prostriedku (k=2) ruh/Princip znacenie P
(20+0,2-L) pm
do 300 mm Pri .
v (6,0 + 1,2:L) hm Hﬂlg;g:gjme STHE9 1805 v internom
21 Ciarkové miery pevné (0 az2 000y mm od 300 az 1 000 fﬁ roiilthora a TPM 0410-97 e
mm proti’proje (MP-KT/06/97/24)
mikroskopu
(6,6 +0,4-L) um
nad | 000 mm
0,12+ 1,2-L) ym
(0,5 az 100) mm
4. rad
(04 +1,2-L) um
. . (0.522100)mm |\ n4vacia metéda | STN EN ISO 3650 .
Koncové mierky (0,5 az 100) mm 5. rad . v internom
- rovnobezné (125 a2 1 000) mm 024+12L pomgoan kenrovych TERLOMD-97 laboratoriu
Ll 2 024+ 1,2 L)um | ook rovnobeznych | (MP-KT/06/97/25)
(125 az 500) mm
4, rad
2,0 um
1000 mm
4. rad
. Hha 390) e (L0 0,’2'L,)v Hm Porovnavacia metoda VDI/'VDE/DGQ v internom
Mikroskopy a meranie dlzky meranie dlzky ; s
23 rofilnroickto 12 pomocou sklenenych 2618 laboratoriu a na
PrOTHIPFOJERIOY 1 4o 907 - meranie uhla » Sarkovych etalénov | (MP-KT/06/97/66) mieste
meranie uhla
Univerzalne Porovnavacia metoda VDI/'VDE/DGQ v internom
24 vodorovné a zvislé (0 az 1000) mm (0,2+0,4-L) Um pomocou koncovych 2618 laboratoriu a na
dlzkomery mierok rovnobeznych | (MP-KT/06/97/61) mieste
Pristroie na meranie Porovnavacia metoda VDI/'VDE/DGQ —
25 hrﬁ{:k i do 2000 pm 0,3 um pomocou kalibracnych 2618 laboratori
yvIstvy £6lii (MP-KT/06/97/72) Y
Rovinny uhol
1.4
pre2’al’
2,47 g ; VDI/VDE/DGQ
—_ o ’ Porovnavacia metoda .
Mechanicke a optické - pre 5 ) 2618 v internom
26 4x90 - pomocou uhlovych i
uhlomery 34 Sk (MP- laboratdriu
pre 10° KT/06/97/27)
8,67
pre 1°
” o do 600 mm (6,2+3.0-L) um Priame meranie e
gy | Wbelniky plochea porisoon dightlnelie | MDRTIOGOTg | ¥ itermom
valcoveé 90° 3 sy laboratériu
vyskomera
28 Uhlové mierky do 90° = Priame merania. | yyppry06/97/68 N IO
pomocou goniometra laboratériu
Priame meranie
29 Nozové pravitka do 600 mm 1.4 um pomocou digitdlneho | \p, 0619753 |V internom
vyskomera a laboratoriu
induktivneho snimaca
Krokova metoda v internom
30 Prilozné pravitka do 5000 mm (2,0+ 1,6:L) um pomocou MP-KT/06/97/64 | laboratdriu a na
elektronickej libely mieste
Krokova metoda v internom
31 Kontrolné dosky do 3000 mm (4,0 +4-L) um pomocou MP-KT/06/97/78 | ~laberatérida.na
elektronickej libely A1 miesté
do 300 mm — ‘ ¥ §E . o
vzdialenost opornych 1,2+ _3']4)’}““ Priame meranie ==
1éek meranic dlzky pomocou 3- Il = v internom
32 Sinusové pravitka YaioeRoy Sy MP-KT/06/97/67 ~C N~
suradnicového : laboratoriv

do 40° - nastaveny
uhol

107 — meranie uhla

meracicho pristroja
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Priloha k rozhodnutiu €. 078/8351/2020/1 a k Osvedceniu o akreditacii ¢. K-024 zo dina 15.01.2020

Priloha je neoddelitelnou sticastou

uvedeného osvedcenia
Zavedené metody
2 Druh meradla, Rozsirena :
™~ 5 - . Ostatné
=) meracieho Meraci rozsah neistota U Drub/Princi Oinatos ¢pecifikicie
2 prostriedku (k=2) ruh/Princip znacenie Sp
Tvrdost’ materialu
Pre zatazenie:
3 Tvrdomerové dosticky (20 az 88) HRA 0,6 HRA, B, C, N, Priame meranie ISO 6508-3 v internom
Rockwell A,B,CN.T (20 az 100) HRBW T pomocou tvrdomera MP-KT/06/97/38 laboratoriu
(20 az 70) HRC
3 HBW
34 Tvrdomerové dosticky (80 az 199) HBW do 300 HBW Priame meranie 1SO 6506-3 v internom
Brinell BW (301 az 500) HBW 4 HBW pomocou tvrdomera | (MP-KT/06/97/70) laboratériu
nad 300 HBW
Rockwell 0,6 HRA, B,C\N, T
Tvrdomery (2(§gzaf§<}8))g§§w Rockwel P(’m"gi‘r’:g';ﬁ‘emda 1SO 6508-2 v internom
35 Rockwell A,B,C,N, T (20 a2 70) HRC 3 HBW berdomerongch 1SO 6506-2 laboratoriu a na
Brinell BW " . s (MP-KT/06/97/39) mieste
Brinell Brinell dosticiek
(80 az 650) HBW
Durometre
36 (tvrdomery na gumu) (10 az 100) Shore A 0,25 % Priame porovnanie STN EN ISO 868 v internom
Shore A (10 az 100) Shore D | zmeranej hodnoty | pomocou kalibratora | (MP-KT/06/97/71) laboratdriu
Shore D
Sila a moment sily
o 7 Priame porovnanie g .
37 | Momentové kl'ice (0,5 a7 1000) Nm 0.8 ]f’ozgga“q s ctalén. snimacom (1\:1?1(-)1(6;/%2}%92?22) I’al‘;gfart‘;?:;
momentu sily
%5 Silomery do 00N 0.25 % z meranej P“sazzigz;i;‘;j?‘e STNENISO374 | v internom
hodnoty T e . | (MP-KT/06/97/63) laboratériu
zataZovacimi telesami
Hmotnost’
do 100 g 0,2 mg
Vhy ooy 1,5 mg Priame zataZenie v internom
39 s neautomatickou do 5000 g 11 mg ealSnovm STN EN 45501 iboaniin s
¢innostou 2., 3. a 4. do 10 kg 17 mg i e (MP-KT/06/97/77) R
triedy presnosti do 20 kg 03g Zavaziam misdle
do 50 kg 0,5g
L je ¢iselna hodnota diiky vm
Elektrické veliciny
Mesiilla Priame porovnanie s lal:{:);;]fgrzpuozjna
40 jednosmerného 0Vazl1020V 0,002 % L MP-KP1 .
napitia kalibratorom rfneate' u
zakaznika
(0az 199) mV 0,0009 % T - V internom
a1 Zdroje jednosmerného (0,2az199)V 0.0004 % s napifovym delidom MP-KP2 laboratoriu a na
napdtia (20 az 1000) V 0.0006 % ) st mieste u
(1az10)kV 1,0 % zakaznika
(0 a7 329) uA 0,030 %
(0,330 az 3,29) mA 0,025 %
(3,3 a7z 329) mA 0,018 % V internom
a2 Meradla (0,33 a2z 1,09 A 0,032 % Priame meranie s MP-KP] laboratoriu a na
jednosmerného pradu (1,1 az29) A 0,042 % kalibratorom mieste u
(3az710,9 A 0,67 % zakaznika
(11 az20,5) A 0,11 %
(10 az 1020) A 0.3 %
(0 az 199,9) uA 2%
(0,2 az 1,99) mA 0,1 % L _
(2 a7 19,9) mA 0,012 % A =V internom,
Zdroje jednosmerného (20 az 199.9) mA 0,008 % 3 ; | laboratoriu a na |,
43 stk 022719 A 0.023 % Meranie multimetrom MP-KP2 A itlaad \
(2 az20) A 0,05 % & Zakagzniika
(202230 A) 0,4 %
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Priloha k rozhodnutiu ¢. 078/8351/2020/1 a k Osvedé&eniu o akreditacii ¢. K-024 zo dia 15.01.2020
Priloha je neoddelitelnou sucastou
uvedeného osvedcenia

Zavedené metody
32 Druh meradla, Rozsirena o z
N iy ; A statné
S meracieho Meraci rozsah neistota U e G Specifikaci
= prostriedku (k=2) Druh/Princip Oznacenie Specifikacie
(1az32,9mV 0,62 %
10 Hz az 50 kHz
(1az32,9)mV 1,6 %
50 kHz a7 100 kHz
(122329 mV 5.8 %
100 kHz az 500 kHz
(33 az 329) mV 0,055 %
10 Hz az 45 Hz
(33 az329) mV 0,039 %
45 Hz a7 10 kHz
(33 22 329) mV 0,041 %
10 kHz az 20 kHz
(33 2z 329) mV 0,06 %
20 kHz az 50 kHz
(33 az329) mV 0,18 %
50 kHz az 100 kHz
(33 az329)mV 0,42 %
100 kHz az 500 kHz
(0,33 a23,29) V i
10 Hz a2 50 kHz Gl
(0,33 az3,29) V 0.11 % V internom
44 Meradla striedavého 50 kHz az 100 kHz 2 ? Priame meranie MP-KP1 laboratoriu a na
napitia (0,33 22329V 0.43 % s kalibratorom mieste
100 kHz az 500 kHz 2 2 u zakaznika
(3,3az329V 0
45 Hz az 1 kHz 0855
(3322329 V .
1 kHz a2 10 kHz D034
(3.3az329V o
10 kHz a2 20 kHz 0,043 %
(332a2329)V R
20 kHz az 50 kHz & i
(3,3az329V :
50 kHz a2 100 kHz i
(33az329)V o
45 Hz az | kHz Qe
(33az329)V o
1 kHz az 50 kHz G0t
(3322329) V .
50 kHz az 100 kHz 433 %
(330 az 1020) V .
45 Hz az 5 kHz 0,028 %
(330 az 1020) V .
3 kHz az 10 kHz 0,033 %
(1az 199) mV
1 Hzaz 10 Hz 0,11 %
(1az199)mV i
10 Hz az 100 Hz D
(1 az 199) mV 0
100 Hz a7 2 kHz 0023%
(1 az199)mV 0.038 % V internom
Zdroje striedavého 2 kHz a7 10 kHz ’ ! ; _ laboratériu a na
45 by = Meranie multimetrom MP-KP2 .
napétia (1 az199) mV 0.09 % mieste u
10 kHz az 30 kHz el _|—zékaznika
(1az199) mV p DR SN
30 kHz az 100 kHz 0,2% 4 kL
(02a21.9)V 5 p
| Hzaz 10 Hz 0,025% -
(02az 1,9)V Ny Z
10 Hz aZ 40 Hz 0,013% =
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Priloha k rozhodnutiu ¢. 078/8351/2020/1 a k Osvedéeniu o akreditacii ¢. K-024 zo dia 15.01.2020

Priloha je neoddelitelnou sucastou
wvedeného osvedcenia

Zavedené metody
SREsL e S e e Ostatné
E pT{f:tz:-‘i:zedk(:l b0 zk=2) Druh/Princip Oznadenie specifikacie
(0222 1,9V p
40 Hz a7 10 kHz 0,009 %
022219V R
10 kHz az 30 kHz 0,027 %
022219V L
30 kHz a2 100 kHz 0898:%
0,22z 1,9)V i
100 kHz a7 300 kHz a2
022219V 3
300 kHz az | MHz 2,3 %
(2a719,9) V R
10 Hz a2 100 Hz GRLY
(2a2199)V R
100 Hz az 2 kHz 0,008 %
(2az199)V .
2 kHz a7 10 kHz 0.017%
(2az19,9) V str
10 kHz a7 30 kHz 00257
(2az199)V 0.06 % V internom
30 kHz az 100 kHz i ¢ . . laboratoriu a na
A6 stk 2a519.9)V Meranie multimetrom MP-KP2 S scpuy
45 WEAR R | oo(ksz Vgéo i~ 032 % s napdfovym delidom e
hapatia 2 7: ?29 0V z so sondou
az 19, o
300 kHz az 1 MHz 1.2%
(20 az 199,9) V .
10 Hz az 10 kHz 001 %
(20 a2 199,9) V R
10 kHz aZ 30 kHz 0.025 %
(2022 1999V i
30 kHz a2 100 kHz 0,036 %
(20 az 199.9) V R
100 kHz az 300 kHz B3
(200 az 1000) V o
10 Hz a2 10 kHz 0B %
(200 az 1000) V o
10 KHz a% 30 ki ki
(200 az 1000) V .
20 kHz a7 100 kHz 007 %
(1az10)kV .
40 Hz az 500 Hz 1,0%
(l az 10) kV ”
50 Hz a2 60 Hz 2%
(30 az 329) pA .
10 Hz a7 | kHz 0.48%
(30 az 329) uA &
1 kHz az 5 kHz 0.8%
(30 a7 329) uA R
5 kHz az 10 kHz 1.5%
(30 a7 329) uA N :
10 kHz a7z 30 kHz 3.0% Pnsag:l'iggtzvrgf?e V internom
46 Meradla striedavého (0,33 a7 3,29) mA 0.25 % MP-KP1 laboratériu a na
pradu 10 Hz az 20 Hz i mieste
(OZ’SSHM %’219121_];1 A 0,15 % S pridovou cievkou ‘._‘_:L%,/,_Va_ggzglka
Z az Z
(0,33 a7 3,29) mA g
1 kHz az 5 kHz 0.26:%4 2
(033 a2 3.29) mA » =
5 kHz az 10 kHz Gpas = 1
(0,33 a2 3,29) mA 129

10 kHz az 30 kHz
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Priloha k rozhodnutiu &. 078/8351/2020/1 a k Osvedéeniu o akreditacii ¢. K-024 zo diia 15.01.2020

Priloha je neoddelitelnou sucastou

uvedeného osvedcenia

Zavedené metody
-] vr -
= Druh me.radla, ; Ro-zszrena Osfatal
° meracieho Meraci rozsah neistota U T B Specifikici
= prostriedku (k=2) Druh/Princip Oznacenie specifikdcie
3,3 a732,9) mA 0
10 Hz az 20 Hz B2
(3,3a2329) mA o
20 Hz az 45 Hz 0,15 %
(3,3a732,9) mA .
45 Hz a7 1 kHz 010
(3.3 a7 32,9) mA "
1 kHz a# 5 kHz 0,14 %
(3.3 a2 32.9) mA AT
5 kHz a? 10 kHz e
(3.3 a7 32,9) mA 0
10 kHz a2 30 kHz 0,52 %
(33 a7 329) mA R
10 Hz a2 20 Hz 024 %
(33 aZ 329) mA s
20 Hz az 1 kHz (12%
(33 az 329) mA )
1 kHz az 5 kHz 0.25 %
(33 a7 329) mA .
5 kHz a# 10 kHz 0,50 %
(33 a7 329) mA 1o
10 kHz a2 30 kHz P
(0,33 a7 1,09) A o
10 Hz az 45 Hz 0:21%
(033221,09) A
45 Hz %2 1 kHz 0.08 % Pr‘ia;nfl:.t}))()}"tovnanie V. Siternein
46 Meradla striedavého (lolfg aZ"IS,OI?I?IA 0,90 % HERIEARLO MP-KP1 laboratoriu a na
ad 28 = i mieste
e (0,33az1,09) A 4.1 % : u zékaznika
5kHz a7 10 kHz a P S prudovou cievkou
(1,1 a22,99) A "
10 Hz a7 45 Hz 0,19 %
(1,1 az2,99 A o
45 Hz az | kHz 0,07 %
(1,1 a2 2,99) A .
I kHz a2 5 kHz i
(1,1 a2 2,99) A
5kHzaz 10 kHz %0%
(3,0az10,99) A o
45 Hz a2 100 Hz 013 %
(3.0 22 10,99) A .
100 Hz az | kHz 0,17%
(3.0az10,99) A "
§ kitz a3 5 kHz 3%
(11 2220,5) A .
45 Hz az 1 kHz .18 %
(11a720,5) A .
1 kHz az 5 kHz 5.1%
(10 az 1025) A »
45 Hz az 65 Hz 031 %
(10 az 1025) A "
65 Hz az 440 Hz 0.80 %
(17 az 1025) A . W =y
65 Hz a7 440 Hz 085% 0T
(12 gi ;2933)1(‘}‘_3 0,06 % [ V;ntemom 2|\
47 Zdroje stﬁedaveho 5 Meranie multimetrom MP-KP2| = ]al?m:_fa:tf_{nu ang,
pridu (2 az 199.9) pA 0.4 % \C, miesteu -
30 kHz az 100 kHz n VO W\ dkaznika )
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Priloha k rozhodnutiu ¢. 078/8351/2020/1 a k Osvedd{eniu o akreditacii ¢. K-024 zo dna 15.01.2020
Priloha je neoddelitelnou sucastou
uvedeného osvedcenia

Zavedené metédy

2 Druh meradla, Roziirena Ostatus
3 meracieho Meraci rozsah neistota I/ 7 s. atn'e.
E Proitricdi (k=2) Druh/Princip Oznacenie Specifikacie
(0,2 az 1,99) mA 5
1 Hz az 10 kHz 0,05 %
(0,2 az 1,99) mA o
10 kHz az 30 kHz 0pa%
(0,2 az 1,99) mA o
30 kHz a7 100 kHz D
(2 a% 19.9) mA .
10 Hz az 10 kHz 0,04%
(2az19.9)mA 5
10 kHz a7 30 kHz i
(2az19.9) mA -
30 kHz az 100 kHz 0.4 % V internom
47 Zdorje St,rledaveho (20 az 1?9,9) mA 0.03 % T — MP-KP2 laborz?tonu ana
pradu 1 Hz az 10 kHz mieste u
(20 az 199.9) mA 0.07 % zakaznika
10 kHz a7 30 kHz b
(0222 1,99) A .
10 Hz a7 10 kHz 8,1%
(0,227 1,99) A R
10 kHz az 30 kHz 0.32%
(2az20) A >
10 Hz a7 2 kHz L%
(2az20) A R
2 kHz a7 10 kHz L
(20 az 30) A o
40 Hz a% 400 Hz G4t
(0 az10,9999) Q 0,014 %
(11 az 32,9999) Q 0,017 %
(33 az 109,9999) Q 0,007 % V int
Mook (Rt 0B g [ Priame porovnanie 1abo;2t§$10;nna
48 cra 2: zm CRENO 77 1 a2 3,29999) MQ 0,009 % r;agfig:ét?)rom MP-KP1 e
P (3,3 a7 10,9999) MQ 0,015 % P
(11 az 109,999) MQ 0,05 %
(110 az 329,99) MQ 0,4 %
(0,33 az 1,1) GQ 1,5%
Etalony elektrického (0az 1,980 0,0022 % VisicEan
odporu, elektrické 2 Qaz 19,9 MQ 0,001 % fahoratéiin ane
49 odpory, odporové (20 az 199.9) MQ 0,008 % Meranie multimetrom MP-KP2 B——
dEka?)i’éﬁ?lfyorove (0,2 a2 1) GQ 0,07 % zakaznika
25 m+50 %
45 Hz a7 65 Hz 5m&
max 40 A
50 mQ £50 %
45 Hz az 65 Hz 5m&2
max 40 A
100 mQ +£30 %
Z . Q
Netadls 45 Hz az 5 kHz Sm
: max 40 A .
prechodového 330 MmO 120 %% v mt:crpom
50 o vicichn 45 Hz a? 5 kHz g Meranie kalibratorom MP-KP1 laboratdriu a na
odporu) max 40 A mieste
(Ground Bond 500 mQ :tlAO T, u zakaznika
Resistance) R ? 8 mQ2 ® T
45 Hz az 5 kHz
max 40 A
1000 mQ =10 % :
45 Hz az 5 kHz 10 mQ .
max 40 A
1,8 Q2£10 %
45 Hz a2 5 kHz 15 i)
max 30 A A
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K-024 zo dna 15.01.2020
Priloha je neoddelitelnou sucastou
uvedeného osvedcenia

Zavedené metédy
,_g Druh meradla, : Rozsirend it
° meracieho Meraci rozsah neistota U e =k Specifikci
= prostriedku (k=2) Druh/Princip Oznacenie Specifikdcie
5Q+10%
45 Hz az 5 kHz 30 mQ
max 21 A
10Q£10%
45 Hz aZ 5 kHz 60 mQ
max 15 A
18Q2+10%
45 Hz a7 5 kHz 0,1Q
max 10 A
50Q=10%
, 45 Hz a7 5 kHz Rag
Meradla ax 5 A
prechodového e V internom
n ich o 1 0,5Q laboratdriu a na
50 (uzemnovacieho 45 Hz az 5 kHz . Meranie kalibratorom MP-KP1 -
odporu) " ITuester
(Ground Bond u zdkaznika
Resistance) 180 Q10 % 1Q
45 Hz az 5 kHz
max 1.35 A
500 Q£10 %
45 Hz az 5 kHz ke
max 0.6 A
1000 Q £10 % 50
45 Hz az 5 kHz
max 0.3 A
1800 Q2 £10 %
45 Hz az 5 kHz 10Q
max 0.15 A
(0,19 az 0,399) nF 5.8%
(0,4 az 1,09) nF 3,0 %
(1,1 az 3,29) nF 1.5% V internom
Meradla elekrickej (3,3 22 19,9) et Pri i Jaboratériu a na
5| erak a elektricke] (110 a7 329.9) nF 12% naﬁnigolrtovname s MP-KP1 a (;m_ t
Apasiy (0,33 az 109.9) uF 0,56 % alibratorom B
(110 az 329.9) uF 0.69 %
(0,33 az 10,9) mF 0,77 %
(11 az 110) mF 1,3%
(0 az 0.9) nF 4.5 % V internom
52 lElt(alprg,. (:(ekadyt 1 oF a2 9,9 mF 1,5% Meranie multimetrom MP-KP2 lab(;;e;:;tt‘leuua na
clektrickey kapacity (10 a 100) mF 42% e ol
(0,01 az 119,99) Hz 0.05 % V internom
. . (120 az 1199,9) Hz 0,005 % Priame porovnanie s laboratériu a na
5 | Merdidteloendie 7 5 5 11 900y er 0.001 % kalibrétorom MP-KPI mieste
(12 kHz a2 2 MHz 0,0005 % u zdkaznika
Digitalne meradla 0 gg IIEX 2; 5092(;)9;{ i 0,03 % Priame_ po,rovnanic ]at:) ;gttz?uo;nna
54 jedno;memého ’33 TV a2z 1’020 v s kalibratorom MP-KP1 ———
vikonu (3 a% 20.5) mA 0.07% cos ¢ = 1 u zakaznika
Priame porovnanie V internom
Digitalne meradla 33mVazl020V < s kalibratorom ; laboratoriu a na
2 striedavého vykonu 3,3mAaz20,5 A ) (45 Hz az 65 Hz) MP-KP1 mieste u
cos =1 zakaznika
Osciloskopy e
a.d V—mtem(xm
: Jednosmerné 3 Priame porovnanie s J laboratérit’a na
3 | elektrické napiitie ImVaz 130V 0,26 % Kalibratorom ey “mieste
| umakaznika>
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Priloha k rozhodnutiu ¢. 078/8351/2020/1 a k Osvedceniu o akreditacii ¢. K-024 zo dna 15.01.2020
Priloha je neoddelitelnou sucastou
uvedeného osvedcenia

Zavedené metody
2 Druh meradla, Rozsirena -
N . " z Ostatné
= meracieho Meraci rozsah neistota U Druh/Princi Oraitin $pecifikicie
= prostriedku (k=2) ruh/Princip znacenie p
Priame porovnanie
s kalibratorom V internom
57 Striedavé ?lf:ktncke 1 mV a% 130 V 0.26 % Ir\{a?atle’ MP-KP1 laborat.ortu ana
napitie obdlznikového mieste
priebehu Spicka-3picka u zakaznika
f=1 kHz
5mVaz55V 359 V internom
Striedavé elektrické 50 kHz az 300 MHz 2 . . laboratdriu a na
58 - = Priame porovnanie MP-KP1 i
napitie SmVaz55V 6% slalibektorit mieste
(300 az 600) MHz 2 P ; u zakaznika
Napitie sinusového g
pribehu V internom
Striedavé elektrické SmVaz34V i g SEy G u laboratériu a na
38 napitie (600 az 1100) MHz i SpichasspiCka WiSEE] mieste u
zakaznika
50 kHz az 300 MHz 1.8%
SmVaz55V e V internom
59 Sirka pr‘enosoveho (309 az 609) MHz 4.0 % Pmame'po’rovname s MP-KP1 laborarzonu ana
pasma 5mVaz55V kalibratorom mieste
(600 az 1100) MH=z 50% u zakaznika
5mVaz34V Sl
5saz 20ms 0,1 % V internom
- 5 " Priame porovnanie s laboratériu a na
- SRR 20ms az 1 ns 0,012 % kalibratorom MEPRF] mieste
u zakaznika
Relativna vlhkost’ vzduchu
Priame porovnanie
(10 a2 90) % rh 1.8 % rh s etalonovym v mterrzo.m
Mirsidls relitivne’ vlhkomerom laboratoriu
61 o s v klimatickej komore MP-KP3
vlhkosti vzduchu - -
Priame porovnanie N sieste
(10 a2 90) % rh 2,0 %rh s etalonovym g 5
zakaznika
vlhkomerom
Teplota
Priame porovnanie
30 °C a3 160 °C 03 °C s etalonovym MP-KP3 A% mtcrr}o_m
teplomerom laboratoriu
v klimatickej komore
Priame porovnanie
Priamo ukazujuce -80 °C a2 600 °C 0,2 °C § etalongvyml
62 snimacom teploty .
teplomery Pt100 V internom
Priame porovnanie MP-KP4 lab(}rf_lt()nu ana
f P mieste u
s etaldbnovym skleamitla
50 °C az 600 °C 0.2°C snimacom teploty
Pt100 v kalibraénom
zariadent
Typ B
60 °C az 800 °C 0,52 °C
800 °C az 1550 °C 0,40 °C
1550 °C az 1820 °C 0,41°C i . V internom
Prevodniky teploty s Piinile piibenanie laboratoriu a na
63 4 <y teploty TypC a meranie s MP-KP5 —
termoclankom o ueste o=
0°Caz 150 °C 0,38 °C kalibratorom P A kaznik i N
150 °C az 650 °C 0,34 °C 3 £
650 °C az 1000 °C 0,39 °C [
1000 °C az 1800 °C 0,58 °C —
1800 °C az 2316 °C 0,92 °C
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Priloha k rozhodnutiu ¢. 078/8351/2020/1 a k Osvedceniu o akreditacii ¢. K-024 zo diia 15.01.2020
Priloha je neoddelitelnou sucastou
uvedeneho osvedcenia

Zavedené metody

)% Druh me.radla, 5 R(!zsn'ena Otaine
% merageho Meraci rozsah neistota U Drub/Princip Oratenic Speciticie
a prostriedku (k=2)
Typ E
-250°C az-100 °C 0,58 °C
-100 °C az -25 °C 0,24 °C
-25 °C az 350 °C 0:22:°C
350 °C az 650 °C 0,24 °C
650 °C az 1000 °C 0,29 °C
TypJ
-210 °C az-100 °C 0,357
-100 °C az 150 °C 0,23 °C
150 °C az 760 °C 025°%
760 °C az 1200 °C 0.31°C
Typ K
-200 °C az-100 °C 041 °C
-100 °C az -25 °C 0,26 °C
-25°Caz120°C 0,24 °C
120 °C az 1000 °C 0,34 °C
1000 °C az 1372 °C 048 °C ;
. TypL Priame porovnanic a : l;\/ Htrtam
63 Prevodmlf]y' tiploty S 200 °C a7 -100 °C 0.45°C S mi-gg a ora}tc{nu ana
krmosAdiam 2100 °C a2 800 °C 0,34 °C s kalibratorom - 7’;:;;;‘3“‘:&
800 °C az 900 °C 0,25 °C ;
Typ N
-200 °C az -100 °C 048 °C
-100 °C az 410 °C 0,28 °C
410 °C az 1300 °C :35%¢
TypRaS
0 °C az 250 °C 0,60 °C
250 °C az 1000 °C 0,42 °C
1000 °C az 1767 °C 0,51°C
Typ T
-250 °C az -150 °C (L711°C
-150°C az 0 °C 0:32°C
0°Caz 120 °C 0,24 °C
120 °C az 400 °C 0,22°C
Typ U
-200°Caz 0 °C 0,64 °C
0 °C az 600 °C 0.357°C
-15°Caz 100 °C 1.2°€ Priame porovnanie na
Bezdotykové, 100 °C az 350 °C 2,1 °C etalénovom V internom
64 itxéfgﬁf;zvr?n: kalibraéngirel.zariadcni MP-KP6 lab(;;z;‘zﬁsiuua na
termokamery 3507 Ca2500°C 3.1°C €(0,9az 1) zakaznika
A (8 az 14 pm)

1* v zavislosti od pouZitého etalénu
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Priloha k rozhodnutiu ¢. 078/8351/2020/1 a k Osvedcéeniu o akreditacii ¢. K-024 zo dna 15.01.2020

Priloha je neoddelitelnou sucastou

Specifikicia ¢innosti kalibraéného laboratoria, vykonavajiceho merania, o akrediticiu ktorych Ziada

uvedeného osvedcenia
e Zavedené metody
= RozSirend E
N - e - = Ostatné
=) Merana velic¢ina Meraci rozsah neistota U/ — T tnecifikaci
n? =) Druh/Princip Oznacenie Specifikdcie
Meranie
Priame meranie
’ — + -
I Dizka Rozsah: X= 1 000mm| 2 A 10410) pomgeny
pum univerzalneho )
dlzkomera Meranie
X = 400 mm v internom
: Y =200 mm U=(1,2+04-L) Priame meranie laboratoriu
2 DlZka, uhol meranie dizky pm pomocou mikroskopu a | Mp_SI-KT/14/06
: : il jektor:
360° - meranie uhla U=6" profilprojektora
Meranie
: o Priame meranie v internom
3 Drsnost povrchu l;ii% (;’23 H lr;: P{Ré;:_%—:ol’ 0,)3 H [;n pomocou dotykového laboratdriu a na
s ) ats profilometra mieste u
zakaznika
Priame meranie Moranis
odporovym snimacom s Feo
ety vykondvané v
4 Teplota -200 °C az 2361 °C 0,2°C termoelektrickym | MP-KM1%* Intemom
= laboratdriu a na
snimacom teploty, i
bezdatykasym zakaznika
teplomerom
Meranie
: ; vykondvané v
Relativna vlhkost * FrtteEmtenas 2% internom
5 10 % az 90 % rh 1,8 %rh' etalonovym MP-KM1 i
vzduchu laboratoriu a na
vlhkomerom vzduchu .
mieste u
zakaznika
POZNAMKY: ’
L je ciselnd hodnota dlzky v m
1* v zavislosti od pouzitého etalonu

kR
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Priloha k rozhodnutiu ¢. 078/8351/2020/2 a k Osvedéeniu o akreditacii ¢. S-352 zo dna 15.01.2020
Priloha je neoddelitelnou sucastou

Nazov akreditovaného subjektu:

Rozsah akreditacie

KONTROLTECH, s.r.o.

uvedeného osvedcenia

Stredisko kalibra¢nej sluzby a skiiSobné laboratérium
Areal ZTS ¢&. 924, 018 41 Dubnica nad Vahom

Laboratérium s fixnym rozsahom akreditacie.

Zavedena metoda

Ostatné Specifikacie

Objekt skusky
2 Vlastnost’ / 5 25
N Predmet / PaLoihoter ) Princip / (rozsah, neistota, tcel,
=) Matrica / Uk teP/ Druh / Oznacenie modifikacia/validacia,
& | Prostredie ?&Zlf:l; te Typ nazory/interpretacie, atd’.)
Meranie | Dizka,uhol, | Pamemenic Rl IO, 3 ST A0
-z - pomocou 3- A = L) um — meranie dizKy
1 Str(,)-] arskych OdChyuitham # stradnicoveho SSb Rl U = 10* — meranie uhla
vyrobkov d meracieho stroja Meranie v internom laboratériu.
POZNAMKY:

L je &iselna hodnota dizky v m.

dkk




